
불균제도(U%) 및 IPI 지수 

 

방적공정에서 발생하는 불균제도란 실의 측정 가능한 성질의 변동, 즉   

단위 길이당의 무게의 변화를 측정하여 통계적으로 계산해 내는 것이다.   

이것을 이용한 불균제도 측정기로는 Zellweger Uster사와 Keisokki사에서 제작

한 균제도 시험기(Evenness tester)가 있으며, 불균제도의 평가 및 표시방법은 

아래와 같은 두 가지 방법이 있다. 

 

① 불균편차에 의한 방법(PMD 또는 U%) 
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② 표준편차에 의한 방법(CV%) 
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위의 두 식에서 각 측정치가 정규분포를 이루고 있다면 그 상관관계는  

다음과 같다. 

 

%25.1% UCV ×=  

 

IPI 지수(imperfection indicator)는 주로 thin places(-50%), thick places(+50%), 
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neps(+200%) 등으로 나타내며 1,000m당 개수로 표시한다. 


